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Modutowy laserowy system pomiarowy do elastycznej instalacji w obszarze roboczym

Niezawodnos$¢ i precyzja procesu. Nowo opracowany pojedynczy laserowy system pomiarowy

stuzy do bezdotykowego pomiaru narzedzi i szybkiego monitorowania w centrach obrébczych CNC.
Podobnie jak wszystkie obecne laserowe systemy pomiarowe firmy BLUM, LC53-DIGILOG oferuje
przysztosciowa technologie DIGILOG, wysoce precyzyjng optyke laserowa i unikalny system ochrony
optyki przed zabrudzeniem.

— Brak przeszkadzajgcych konturéw w obszarze roboczym w przypadku zainstalowania na $cianie maszyny
— Wieksza elastycznos$¢ w okreslaniu pozycji pomiarowe;j
— Bezdotykowy pomiar wszystkich rodzajow i ksztattéw narzedzi oraz materiatow skrawajacych

— Cyfrowa kalibracja ze zintegrowang kontrola bicia promieniowego

Korzysci:

— Nowy wymiar niezawodnosci procesowej w srodowisku chtodziwa

— Krétszy czas pomiaru i sprawdzania

— Stabilny, wysoki poziom doktadnosci czesci dzieki kompensacji temperatury zintegrowanej z procesem
— Wyeliminowanie kolejnych uszkodzen poprzez kontrole narzedzia

— Kompatybilny z oprogramowaniem do wizualizacji i analizy LC-VISION

— Innowacyjny system szybkiego montazu

— TYLKO 2 PRZEWODY PRZYtACZENIOWE

Szybkie. Precyzyjne. Niezawodny.

Cyfryzacja byta wczoraj — przysztosc to DIGILOG. Wprowadzajgc technologie DIGILOG, firma BLUM
zrewolucjonizowata laserowa technologie pomiarowg dla obrabiarek. Dzieki temu w krétkim czasie
dostepna jest bardzo duza liczba wartosci pomiarowych, ktéra zapewnia, ze pomiar narzedzi jest
niezwykle precyzyjny, szybki i bezpieczny dla procesu.

— Tysigce wartosci pomiarowych wszystkich krawedzi tnacych jednego narzedzia w przeliczeniu na sekunde
— Analiza strumienia danych
— Automatyczne filtrowanie ztogdw zanieczyszczen i cieczy chtodzgco-smarujacej na narzedziu

— Dynamiczne dostosowanie predkosci pomiarowej do znamionowej predkosci obrotowej narzedzia
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Konfiguracje systemu
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Elastyczny montaz na scianie maszyny, dzieki
oddzielnej jednostce nadawczej i odbiorczej

Unikalny system ochrony optyki przed
zabrudzeniem

Inteligentny system mocowania utatwiajacy

instalacje
Odlegtosé nadajnik/odbiornik 500 mm 1000 mm 1600 mm 2200 mm
Min. @ narzedzia (ztamanie) 0,4 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,7 mm
Min. @ narzedzia (pomiar) 1mm 1mm 1 mm 1,5 mm
Powtarzalnos¢ 2,5 um 20 4,5 pum 20 6 um 20 10 pm 20
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